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  ممخص
 دراسة الخصائص الضوئية لأفلام رقيقة من السيمينيوم

بيدؼ تحقيؽ غايتنا في التوصيؼ الضوئي لمسيمينيوـ قمنا بتحضير أفلاـ رقيقة مف السيمينيوـ 
(se)  كمايمي:بطريقة التبخير في الفراغ وذلؾ بسماكتيف مختمفتيف 

 بطريقة التبخير في الفراغ: seتحضير فيمم رقيق من  1-
ركائز عمى  %99.9بتبخير مسحوؽ مف السيمينيوـ النقي بنسبة  seحضرت أفلاـ رقيقة مف 

( في درجة حرارة الغرفة وذلؾ بطريقة التبخير الحراري في Sall Brand)زجاجية  نظيفة نوع  
 . mbar  6-10 الخلاء تحت الضغط

وقد تبيف أنيا  XRDلقد تـ التأكد مف بنية الأفلاـ الناتجة  بإجراء دراسة بنيوية باستخداـ 
في  لابمورية, ولمعرفة أثر التمديف الحراري عمى بنيتيا عولجت ىذه الأفلاـ حرارياً في اليواء

-C70)درجات حرارة مختمفة
C100 - C120.) 

 ( لعينات السيمينوم اللابموري :XRD) الدراسة البنيوية بانعراج الأشعة السينية1-1-

( لعينة السيمينيوـ قبؿ التمديف الحراري , حيث تتضح فيو XRD)طيؼ  (1-3)يتضمف الشكؿ 
صورةميكروسكوبية بالمجير لدينا بنيتيا اللابمورية . ولمتأكد مف طبيعة سطح العينة  قمنا بأخذ 

 ( وكانت الطبقة مستمرة.SEMالماسح الالكتروني)
 Spectrophotometerالدراسة الضوئية باستخدام السبكتروفوتوميتر1-1-2-

بقياس أطياؼ  Spectrophotometer. JASCO (UV – 570) مقياس الطيف قمنا بواسطة 
النفاذية ليا .وكذلؾ أخذنا طيؼ النفاذية  وحصمنا عمى طيوؼ لأفلاـ السيمينيوـالنفاذية الضوئية 

 لركيزة الزجاج بيدؼ الحصوؿ عمى قرينة الانكسار لمزجاج المستخدـ والتي نحتاجيا في دراستنا.
 الدراسة الضوئية باستخدام طريقة التداخل الضوئي:1-1-3-
 الفمـ و سماكة و انكسار قرينة مف كؿ لتحديد T)(النفاذية منحني عمى ىذا بحثنا في اعتمدنا

 وىما min,TTMax  عبر تحديد (Smooth envelopes)  التغميؼ طريقة  استخدمنا بذلؾ لمقياـ
النفاذية  لطيؼ الصغرى النيايات العظمى و النيايات مف لكؿ الصغرى القيمة و العظمى القيمة
, وبعد إجراء الحسابات اللازمة  (2500nm-480. وذلؾ في المجاؿ الطيفي )الترتيب عمى

ومف  ( 1.652µmاستطعنا حساب قرينة الانكسار لمعينة المدروسة ومنيا حصمنا عمى السماكة )



( h)2أجرينا الحسابات اللازمة لرسـ العلاقة البيانية وباستخداـ قيـ معامؿ الامتصاص ثـ 
 الموافقة للانتقالات المباشرة  باستخداـ العلاقة الفجوة الطاقية الضوئية عيناومف ثـ  hكتابع لػ

. h(  مع محور الطاقة h)2المستقيـ لمنحنيات الامتصاصوذلؾ مف تقاطع الجزء (3-17)
evEgكانت القيمة الوسطية ليا.(7-3شكؿ ) 19.2  ومف ثـ حسبنا معامؿ التخامد .k 

تصورا" واضحا" عف كوف معامؿ الامتصاص صغير ىنا  أعطانا( الذي 13-3باستخداـ العلاقة)
بالرغـ مف وجود النيايات الصغرى والعظمى لمتداخؿ بالانعكاسات المتعددة في  لدرجة الإىماؿ

21بائيالفمـ. ومف ثـ حسبنا الجزء الحقيقي والتخيمي لثابت العزؿ الكير  ,  وبنفس الطريقة .
 السابقة حسبنا السماكة والثوابت الضوئية لمعينة الثانية ذات السماكة الأقؿ وكانت النتائج متقاربة.

 : في التبدد Sellimierتحقق معادلة 1-1-4-
تمكف مف  التأكد مف حساب  في التبدد الضوئي بوضع علاقة تجريبية  sellimierقاـ العالـ 

  قرينة الانكسار لمفمـ الرقيؽ وىذه المعادلة مف الشكؿ :
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404,98.2,1.3وفي بحثنا ىذا قمنا بحساب البارامترات وكانت قيميا   Sss CBA  وبحساب
n  ورسـ الخط البياني لاحظنا تطابقا"  متباعدةعمى كامؿ الطيؼ مف خلاؿ ثلاث نقاط تجريبية

 .sellimier" بيف نتائجنا التجريبية و نتائج معادلة كبيرا

 الدراسة البنيوية لعينات السيلينيوم بعد التلدين :2-

قمنا بالتحلٌل البنٌوي لعٌنات السٌلٌنٌوم المعالجة حرارٌاً لدرجات الحرارة  
C70-

C100 -
C120  فتبٌن أن أفضل تشكل للبنٌة البلورٌة لأفلام السٌلٌنٌوم كان عند التلدٌن فً الدرجة
C120  ( 1-4.حٌث ٌوضح الشكل )البنٌة البلورٌة للسٌلٌنٌوم بعد التلدٌن الحراري تغٌر  .

( والتً 3-4( والشكل )2-4الماسح الإلكترونً الشكل )وتأكدنا من ذلك بأخذ صورة المجهر 

 تظهر بوضوح الانتقال إلى الحالة البلورٌة.

 الدراسة الضوئية لعينات السيلينيوم بعد التلدين : 2-1-

وبتكرار نفس  قمنا باستخدام طرٌقة التداخل الضوئً ذاتها المستخدمة فً الحالة اللابلورٌة

 الخطوات السابقة تبٌن تناقصا فً السماكة والفجوة الطاقٌة الضوئٌة وزٌادة فً قرٌنة الانكسار 

قمنا بتعمٌم النتائج السابقة على أفلام السٌلٌنٌوم المرسبة على ركائز من الكوارتز الصنعً 

 وكانت النتائج متطابقة إلى حد كبٌر .

 



ASTUDY OF THE OPTICAL PROPERTIES OF 

SELENIUM THIN FILMS 

SUMMARY 

We prepare of Se thin films by vacuum evaporation techniques: 

1-preparation of se thin films by vacuum evaporation techniques: 

Se thin films were deposited onto cleaned glass substrates (Sall Brand) by 

vacuum evaporation techniques (Edward Auto306) ( pressure 10
-6

 mbar) 

from se element powder of  99.999%  purity. The glass substrates kept at 

room temperature. 

The samples then annealed in air under temperature “70
o
C  , 100

o
C , 

120
o
C”.  

1-1-X-Ray Diffraction studies of a-se samples :  

The structural properties of these samples were studied by  X- ray 

diffraction (XRD) before annealing. 

The X-ray diffraction spectra of se thin films  befor annealing showed  

that the un crystal structure of the films Fig(3-1), we sure by take image 

in SEM. 

1-1-2- Optical studies by Spectrophotometer:  

 We take the measured transmittance of selenium thin films. 

and we take transmittance spectra of glass substrate, for measure 

refractive index of glass. 

1-1-3- Optical studies by Smooth envelopes method:   

in our search we depends on transmittance spectra ( )(T ) to determine 

refractive index and film thickness, by determine min,TTMax    (max  and 

minimum value of  transmittance ) , that in wavelength range (500-

2500nm) , we calculated refractive index  then we calculate film 

thickness (1.652 µm) and then by  Using absorption coefficient values 

,the optical band gap has been determined( evEg 19.2 ) by draw as 

a function of ( ) ,  using equation (3-17).we calculate  Extinction 

coefficient (k) using equation(3-18),which showed that absorption 

coefficient very small, and then we calculated  the real and imaginary part 

of the complex permittivity respectively 21 , . In same steps we 

calculated refractive index, film thickness, the optical band gap, 

Extinction coefficient (k) and 21 ,  of the second sample of selenium.  

2)( h
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1-1-4- Sellimier equation:
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The value of constants is   :           404,98.2,1.3  Sss CBA 

From Sellimier equation for se thin film we calculated  refractive index , 

and compared the result with our experimental results ,we noticed it was 

the sam . 

  2 - X-Ray Diffraction studies of a-se samples after annealing: 

The deposited films annealed at varies temperature ( C70 - C100 - C120

)We found that the best  structure of  the annealed se film at ( C120 ) , 

showed in Fig(5-1).and we sure by take image of SEM ,Fig(4-2)and 

Fig(4-3) . 

2-1- Optical studies of selenium samples after annealing: 

We use the same method which used in amorphous state .we found 

decrease in thickness and optical band gap, increase in refractive index. 

We generalized the same previous results over the deposited Se thin films 

on quartz substrates , then the results were so congruent.  

 

 


